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摘要(译)

使用低相干干涉测量法的集成光学传感器能够基于吸收，散射和极化确
定材料样品中的分析物浓度。传感器包括一个或多个光收集器，每个收
集器与源照射样品的区域具有分开的距离。对于每个光收集器，从样品
反向散射的光与参考臂光以相同的光程长度组合。干扰强度可以与材料
中分析物的浓度相关，例如在诸如皮肤的混浊介质中的葡萄糖浓度。传
感器操作可以基于光纤技术，集成光学器件或这些的组合。操作使得可
以同时测量光谱分辨的散射和吸收系数。此外，传感器的操作可以与其
他传感器同步，例如温度，压力或心率。
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